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摘要(译)

本发明提供了一种回音特征的量化方法及使用回音特征量化数值之超音
波装置校正方法，其中，回音特征的量化方法包含：接收一超音波影
像，该超音波影像包含数个具有灰阶值的像素点；圈选该超音波影像中
的一兴趣区域；统计位于兴趣区域的像素点的灰阶值，得到一平均值及
一标准差值；排除兴趣区域中灰阶值小于第一倍率值乘以标准差值的那
些像素点，及灰阶值大于平均值加上第二倍率值乘以标准差值的那些像
素点；平均兴趣区域剩余像素点的灰阶值，得到一兴趣平均值；圈选超
音波影像中与该兴趣区域不重叠的参考区域；平均参考区域剩余像素点
的灰阶值，得到一参考平均值；以及计算兴趣平均值与参考平均值的差
值，得到一回音指标。
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